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ZnO /TiO2复合薄膜的表面形貌分析
及光散射特性研究

崔 � 骥 � 刘 � 晔 � 李永强 � 蒋立勇 � 王清华 � 李相银 � 贺安之
(南京理工大学理学院信息物理与工程系, 江苏 南京 210094)

摘要 � 采用离子源辅助电子束蒸发的方法,制备了以 Si为基底, 以 T iO2 为缓冲层的 ZnO 薄膜。通过进一步保温

处理 ,在不同温度条件下进行退火处理得到了不同的样品薄膜, 用于表面形貌分析和光散射特性实验研究。结果

表明 ,退火温度对样品表面粗糙度、晶粒大小、分形维数等参数具有显著的影响, 通过表面形貌分析有助于更好地

理解薄膜晶粒生长机制和改进薄膜制备工艺;不同薄膜样品的反射光强度和偏振度对不同偏振光具有不同的角度

响应特征,且与薄膜表面统计特性具有一定的关联性,薄膜的光散射特性研究对研究弱散射随机粗糙表面的退偏

作用具有一定的参考价值。

关键词 � 薄膜;表面形貌; 分形理论;光散射特性

中图分类号 � O484 � � � 文献标识码 � A � � � doi: 10. 3788/ CJL201138. 0207002

Morphology Analysis and Light Scattering Properties Study

on ZnO/ TiO2 Composite Thin Films

Cui Ji � Liu Ye � Li Yongqiang � Jiang Liyong � Wang Qinghua � Li Xiangyin � He Anzhi
( Depa r t men t of In f orm at ion Phy sics an d En gin eer in g , College of Scien ce ,

Nan jing Un iver sity of Scien ce an d Techn ology , Nan jing , J ian gsu 210094, China )

Abstract� The ion source electron beam evaporation method was used to fabricate ZnO films with Si as the base and

TiO2 as the buffer layer. By further thermal insulation, and annealing treatment at different temperature conditions,

different film samples were prepared for the surface morphology analysis and light scat tering properties study. The

experimental results show that annealing temperature has significant influence on the sample surface roughness, grain

size, fractal dimension and other parameters, and the surface morphology analysis is helpful to understand the grain

growth mechanisms of film and improve the film preparation process. The intensity and polarization degree of

reflected light for different film samples have different response to different polarized lights, which has some

relevance to the surface statistical properties of film samples. The light scat tering properties study of thin films has

some reference value for the study of depolarization effect for weak scattering random rough surface.
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1 � 引 � � 言
薄膜表面的形貌结构与薄膜的生长机理以及吸

附、反射等很多表面现象密切相关[ 1, 2] , 同时表面的

随机粗糙程度还直接关系到薄膜的机械、电学和光

学等方面的性质和功能
[ 3]
。因此, 对薄膜表面形貌

测量及统计参数分析的研究具有理论和应用上的重

要意义,是薄膜研究领域的重要课题。

通常采用表面粗糙度体系来描述薄膜随机表面

统计性质,但表面粗糙度体系仅能反映薄膜表面的

粗糙度和颗粒尺度信息, 并不能全面呈现出薄膜表

面的统计规律。因此, 近年来对薄膜表面的自仿射

分形理论 [ 4]研究成为了薄膜表面统计特性分析的另
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一个研究热点。该理论提出用分形维数 D 和特征

长度A 两个主要参数来反映表面形貌特征,能够提

供传统的表面粗糙度评定参数所不能提供的信息,

其参数值不随取样长度和仪器分辨率变化。分形几

何的描述对象是在统计意义上局部与整体之间存在

自相似性的集合, 这类集合具有不规则、不光滑、不

可微的特征。

随着表面测量仪器精确度的大幅提高, 尤其是

扫描探针显微镜等纳米原子级别显微仪器的使用,

使得薄膜表面精细分形理论的研究更加方便, 国外

众多科研院校和机构在该领域纷纷开展了富有成效

的研究。例如, 西班牙 Ciudad大学 A. Sanchez等 [ 5]

利用卢瑟福背散射光谱术和透射电镜( TEM )测定

激光辐射前后 GeA I多层薄膜的微结构, 得到激光

辐射导致在多层膜中形成多重分形花样的结论。韩

国 Pohang科技大学 Y. B. Park 等[ 6] 研究了金属有

机化学气相沉积( M OCVD)法在 TiN 衬底上生长的

金属铜( Cu)薄膜的结构和分形标度行为, 发现 Cu

膜当温度低于 200  时属于表面反应控制生长机

制,其晶粒的择优取向随沉积时间和薄膜的覆盖度

而不断变化。荷兰 Groningen 大学 G. Palasantzasa

等[ 7]利用扫描隧道显微镜( STM )和扫描电子显微

镜( SEM )研究了采用固相外延沉积法制备的凝聚

阈值( 600  )附近的超薄 CoSi2 膜的表面形貌, 并

采用高度 高度相关函数法量化薄膜的表面形貌, 发

现其表面形貌表现出强烈的各向异性, CoSi2 薄膜

网状针孔在退火温度超过 600  时凝聚成二维分形

花样。国内的各个高校、研究所也都积极开展了对

薄膜表面形貌分形特征的理论和实验研究, 其中中

国科技大学的孙霞等
[ 8, 9]
从事分形在薄膜生长中的

应用方面的研究,从 20世纪 90年代开始,他们在前

期做了很多基础性的研究工作。

本文利用表面粗糙度体系和自仿射分形理论对薄

膜进行表面形貌测量和统计规律分析,并结合光散射

实验分析薄膜表面统计特性与光散射特性之间的关

系,为研究薄膜的生长机制和应用提供一定的参考。

2 � ZnO/ T iO 2 复合薄膜表面形貌分析

实验
2. 1 � 薄膜样品制备

采用在 Si基底上,以 TiO 2作为缓冲层,利用离

子源辅助电子束蒸发的方法, 并采用保温处理的手

段,制备在不同退火温度条件下的 ZnO/ T iO2 复合

薄膜。镀膜设备采用韩国普卢泰公司生产的 PMC�
90S高真空蒸发式光学镀膜机。

实验的制备过程为: 1) 300  下, 在 Si片上沉

积 T iO2 缓冲层; 2) 300  下, 在 TiO 2 缓冲层上沉

积 ZnO; 3) 保温处理: 将沉积室内温度从 300  升

至 400  ,然后进行 30 min的保温处理。这种保温

处理相当于对制备好的复合薄膜进行了一次预退

火,避免样品在退火前与空气发生接触产生反应而

影响薄膜的结晶特性; 4) 退火处理: 找出 3块经过

上述保温处理的薄膜, 在空气中用管式炉进行退火

处理 2 h,退火温度分别为 500  , 600  , 700  ,

用于比较不同退火温度对 ZnO薄膜表面的结构特

性的影响。

经过上述步骤, 得到了所需的实验薄膜样品。

将未经退火的 ZnO/ T iO2 复合薄膜标记为样品 A1;

在温度 500  , 600  , 700  退火的 ZnO/ T iO 2 复

合薄膜,分别标记为样品 A2,样品 A3和样品 A4。

2. 2 � 薄膜表面的形貌测量与分析

2. 2. 1 � 薄膜样品表面的原子力显微镜图像

采用本原 CSPM4000型扫描探针显微镜来测量

不同样品的表面形貌。设定原子力显微镜( AFM)扫

描器的扫描范围为 4. 0 �m ! 4. 0 �m, 扫描频率为

1 Hz,扫描分辨率为1024 pixel ! 1024 pixel,扫描方式

为接触模式。

如图 1( a )所示, 对于仅经过保温处理的样品

A1, 从图中可以发现其晶粒较为清晰, 晶粒排列呈

∀丘陵状#,与此同时不同的局部区域均匀性不是很

好,局部有轻微的团簇现象, 表面高低起伏比较剧

烈,最大起伏高度达到 109. 29 nm,由此可见经过保

温处理的 ZnO/ T iO2 复合薄膜已出现结晶现象, 但

结晶均匀性有待提高;当在 500  温度时对复合薄
膜进行退火后,从图 1( b)中可以明显发现样品 A2

表面结晶不均匀现象消失, 并且晶粒排布趋于密集,

晶粒比较圆润,呈∀半球状#,薄膜表面的均匀性得到

大幅提高,表面高低起伏比较平缓,最大起伏高度下

降到 43. 26 nm; 随着退火温度增加到 600  , 从

图 1( c)中可以看出样品 A3表面出现明显的晶粒增

长迹象,且表现出∀双峰分布模式#,此时薄膜表面的

均匀性依然较好, 表面高低起伏比较平缓,最大起伏

高度进一步下降到 34. 04 nm;当退火温度进一步增

加到 700  时,从图 1( d)中可以明显看出样品 A4

表面的晶粒排布较为疏松,不同的局部区域均匀性

不好,局部出现团簇和烧孔现象,并且表面存在明显

孔隙,结晶效果明显下降。
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图 1 ( a) ~ ( d)分别表示样品 A1~ A4的表面形貌二维图

Fig . 1 ( a) ~ ( d) Tw o�dimensional map surface topog raphy of samples A1~ A4

� � 通过对比, 可以看到, 经过保温处理的 ZnO/

TiO 2 复合薄膜已出现结晶现象, 随着退火温度从

400  增加到 600  ,薄膜的结晶效果越来越好, 晶

粒的大小和形状也开始变化, 而当退火温度到

700  时, 薄膜表面开始出现明显的团簇和烧孔现

象,结晶效果下降。可见,对薄膜的退火处理在一定

程度上能够改善表面的结晶状况,能够促进薄膜晶

粒的增长,导致晶粒之间的空隙逐渐减少,晶粒排列

愈加紧密,但到达一定的极限温度时,则会使得表面

状况变差,出现一些明显的凹凸缺陷特征。

2. 2. 2 � 薄膜样品表面的粗糙度和粒径大小

表 1给出了通过后期分析软件计算得到的不同

样品的 Sa (平均粗糙度) , Sq (均方根粗糙度) , S sk (表

面偏斜度)和 Ra (平均粒径大小) 4个参数值。从表

中可以看出: 1)样品 A1的表面平均粗糙度和均方

根粗糙度都明显大于其他几个样品,这说明薄膜未

经退火处理时的粗糙度明显偏大,即用管式炉对薄

膜进行退火处理可以明显降低复合薄膜的表面粗糙

度; 2)样品 A3 的表面偏斜度 S sk值为正值且比较

小,表明该样品薄膜的表面在基准面之下基本上没

有明显的∀坑#存在, 而样品 A4的表面偏斜度 S sk值

为负值且比较大,表明该样品薄膜的表面在基准面

之下具有很大的∀坑#存在, 这是因为此时薄膜表面

出现了严重的烧孔现象; 3)不同样品表面颗粒平均

粒径随着温度的增加呈现出先减小后增大的趋势。

分析其原因主要如下: 未退火时薄膜表面的结晶性

能不是太好,导致颗粒之间的团聚现象明显, 因而颗

粒平均粒径比较大;退火温度达到500  后,薄膜表

面的结晶性能提高, 颗粒粒径变小; 退火温度达到

600  时,颗粒粒径明显增大, 这是因为这时薄膜晶

粒的生长逐渐转变为横向生长和纵向生长;当退火

温度达到700  时,由于出现烧孔和团簇现象, 颗粒

的平均粒径出现破坏性增大。
表 1 不同样品薄膜的表面参数统计表

Table 1 Stat istics tables o f sur face par amet er for

different film samples

Surface parameters
Sam ples

A1 A2 A3 A4

Sa/ nm 9. 56 3. 52 3. 56 4. 59

Sq / nm 12. 4 2. 98 3. 06 3. 52

S sk 0. 239 0. 176 0. 358 - 0. 905

Ra / nm 96 62. 7 72. 7 78. 6

2. 2. 3 � 薄膜样品表面的分形特征

分形维数的计算方法有很多种,通常用到的是

盒计数法、面积周长法、高度自关联函数法等。其中

高度自关联函数法
[ 10]
物理意义明确,计算方法简单

有效,精度比较高,因此应用越来越广泛, 也非常适

合于对薄膜与金属表面自仿射分形特征的表征。这

里采用该方法计算不同薄膜样品表面的分形维数。

根据随机表面的高度信息三维图像, 定义关联

函数 G( r) ,其物理意义是指表面上相距 r = | r | 的

两个位置之间的相互关系, 表示为

G( r) =
1
L

2∃[ h( r%+ r) - h( r%) ] 2
d

2
r%, (1)
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式中 L 为扫描距离( r � L )。对于具有自仿射分形结

构的表面, G( r ) 是 r 的函数, 其关系式表示为

G( r ) &
r

2�
( r <  )

2!
2
( r) ( r >  )

, ( 2)

!( r ) =
1
L ∃h( r) - ∋h( r)( 2d2

r
1/ 2

, ( 3)

式中 !( r ) 描述了表面沿其垂直方向的随机波动程

度, �为粗糙度指数,  为与表面平行的相关长度,

h( r ) 为三维图像中 r = ( x , y ) 坐标位置处的表面高

度。( 2) 式表明, 在相关长度范围内( r <  ) , 表面高

度的波动是相互关联的, 且 G ( r) 是 r 的函数, 两者

成幂指数关系; 在相关长度范围外( r >  ) , 表面高

度是相互独立的。

分形维数 D 的值可以通过

D = d - � ( 4)

求得, 式中 d为欧氏空间维数,薄膜表面处于三维空

间, d = 3。因此,求得不同 r 下的关联函数G ( r) , 即

可通过 lg G( r ) - lg r的直线斜率 2�,然后求出分形

维数 D。

为了评价不同薄膜样品表面的分形特征,根据

2. 2. 1节得到的不同薄膜样品的 AFM 图像, 采用

( 2)式, 计算得到如图 2所示的不同薄膜样品表面的

lg G( r )- lg r 曲线。由图可见, 薄膜表面形貌具有

典型的分形特征, 表现为在一定范围内( r <  ) ,

lg G( r ) 与 lg r 形成良好的线性关系;当超过这个范

围时( r >  ) , lg G ( r) 的变化出现指数上升特征。通

过对高度相关函数曲线的线性拟合, 得到 r <  范围

内 lg G ( r) - lg r曲线段的斜率2�,即得到�的值, 然

后通过( 4)式进一步计算得到 A1~ A4 薄膜样品表

面的分形维数分别为2. 69, 2. 21, 2. 42和 2. 48。

图 2 样品的表面高度相关函数曲线

F ig . 2 Surface height co rrelation funct ion cur ve of samples

� � 为了更加直观地反映薄膜样品表面的分形特

征,利用软件对薄膜表面的二维 AFM 图进行了自

相关计算,得到了如图 3所示的不同薄膜样品表面

的自相关图。

1) 样品 A1~ A4的分形维数变化趋势和薄膜

表面粗糙度一样, 随温度呈先减小后增大的趋势。

在未经退火处理时, 分形维数 D = 2. 69为最大, 表

明样品 A2 的表面几何形态较复杂; 当退火温度等

于 500  时, D 从 2. 69减小到 2. 21,这说明退火处

理使薄膜表面呈现出更强的聚合性,使得薄膜表面

的结晶情况变好,晶粒分布变均匀,因此复杂程度降

低;当退火温度增大到 600  时, D 又开始增大到

2. 42,这是因为随着退火温度的提高,颗粒进一步变

大,同时颗粒之间的空间也变大,导致颗粒分布的规

则性有所下降;在退火温度为 700  时分形维数进

一步增大到 2. 48, 这是因为退火温度过大时, 样品

表面出现烧孔现象,又会引起表面规则程度的下降。

2) 图 3所示的自相关特性可以进一步证明,薄

膜未退火时,其最小自相关区域明显要大于退火后

的最小自相关区域, 说明此时薄膜的自相关特性较

差;而当退火温度为500  时,最小自相关区域达到

最小,此时薄膜的自相关特性最好,表面结晶最有规
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图 3 ( a) ~ ( d)分别表示样品 A1~ A4 的自相关图

Fig. 3 ( a) ~ ( d) r espectiv ely expresses the autocor relation map of samples A1~ A4

律,这与观察到的二维 AFM 图以及分形特性一致;

随着退火温度的增加, 最小自相关区域又逐渐增大,

到700  时出现了明显的自相关区域连接现象, 这与

观察到的二维AFM 图中的表面烧孔现象一致。

通常,薄膜表面形貌演化与表面扩散、晶粒长大

及表面缺陷形成等机制是密切关联的[ 11] 。薄膜制

备过程中,退火处理会同时增强薄膜表面的表面扩

散能力和晶粒增长能力。表面扩散能力越强, 由于

表面势能差的驱动,意味着迁移粒子将优先向表面

凹处等不规则区域进行迁移, 这样就能够充分地填

充薄膜表面的缺陷, 这将导致表面形貌的平滑化, 从

而使得表面形貌趋于简化, 形成规则的表面结

构[ 12] , 此时相应的分形维数 D 值就会减小, 如样品

A2。晶粒长大则将导致薄膜表面形貌的高度起伏

增加,同时使得高度起伏沿薄膜表面切向的分布趋

于复杂化[ 13] ,从而导致表面相应的分形维数 D值的

增加,如样品 A3。因此, 薄膜表面形貌特征的演化

取决于制备工艺过程中表面扩散能力和晶粒增长能

力的强弱关系。另外,表面空洞、裂纹的形成将使得

薄膜表面高度起伏加剧, 因此缺陷形成也将增加表

面形貌复杂化程度, 降低表面质量,这些缺陷的几何

形态特征比薄膜表面大晶粒山丘要复杂得多, 如样

品 A4就出现了烧孔等明显的表面缺陷特征。

3 � ZnO/ T iO 2 复合薄膜表面光散射特

性实验
基于旋转波片法, 设计了如图 4所示的光路来

研究薄膜目标的散射特性。实验中采用的主要装置

和仪器有: 光学减振平台; 632. 8 nm (红光) H e�Ne

激光器, 功率 1. 5~ 2. 0 mW; 二向色性偏振片; 1/ 2

波片;光具座: 长度 50. 0 cm, 分度值 1 mm ,底座质

量 2. 5 kg; 数字式光照度计: 量程有 200, 2000 和

20000 lux 三档,三位半液晶显示;转动平台: 转动角

度 0)~ 360),角度分辨率为 1%。

图 4 散射特性测量光路示意图

F ig . 4 Schemat ic diagr am of optical path fo r light

scatter ing proper ties measur ement

由于整个实验持续的时间比较长, 因此实验装

置的稳定性是很重要的一个因素, 为了保证实验装

置的稳定性, 所有的实验器件必须牢固。同时为了

减小实验中背景的影响, 整个实验在暗室中进行。

当激光器发出的光入射到被测目标表面时,保证入

射光线水平传播。光束垂直入射到目标时,目标表

面的法线方向、入射光方向、旋转平台的零刻度三个
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中 � � � 国 � � � 激 � � � 光

方向保持平行。

3. 1 � 薄膜表面反射光强与入射角之间的关系

在进行反射光强的测量中,不需要考虑反射光

的偏振态,因此,在实验中去掉示意图中照度计前面

的检偏器,让转动平台在 5)~ 70)范围内改变, 每隔

5)测量一次,得到不同入射角时反射光强度的大小。

图 5, 6给出了当入射光分别为 632. 8 nm 波长的 S

偏振光和 P 偏振光时, 4种薄膜样品 A1~ A4 的反

射光强度随入射角变化的关系。

图 5 S 偏振光入射时,不同薄膜样品反射光

强度与入射角之间的关系

F ig . 5 Relationship betw een intensity o f r eflected light

and incident ang le fo r differ ent film samples when

� � � � S�polarized light is incident

图 6 P 偏振光入射时, 不同薄膜样品反射光

强度与入射角之间的关系

F ig . 6 Relationship betw een intensity o f r eflected light

and incident ang le fo r differ ent film samples when

� � � � P�polar ized light is incident

当入射光为 S偏振时, 不同薄膜样品的反射光

强度是入射角的单调递减函数, 同时具有一定的规

律,即样品表面的粗糙度越大,其在相同入射角下的

反射光强越低。根据随机粗糙表面的散射理论可

知,薄膜表面的散射能力主要受表面粗糙度和薄膜

的吸收系数影响,由于入射光为S 偏振光,因而在入

射方向上没有电场分量, 因此薄膜的吸收非常微弱,

此时主要看表面粗糙度的大小, 由于样品表面相对

入射光波长来说很光滑,其表面主要存在镜面反射,

表面的粗糙度越小,镜面反射能力越强。

当入射光为 P 偏振时, 不同薄膜样品的反射光

强度随入射角先逐渐减小,当入射角达到某个临界

角时,反射光强度又开始慢慢增大,这一现象说明利

用电子束蒸发法制备得到的薄膜样品存在明显的布

儒斯特现象,反射光强度出现最小值的位置即为∀有

效布儒斯特角#。样品 A1~ A4的有效布儒斯特角

分别为 25), 35), 30)和 45),且在同一入射角下,反射

光强与样品表面粗糙度不再出现规律性,这说明入射

光为 P 偏振光时,薄膜对在入射方向上的电场分量产

生了一定的吸收,这种吸收能力的大小与薄膜样品表

面粗糙度之间不存在一定的线性关系, 因而在相同入

射角下,反射光强将同时由样品吸收能力和表面粗糙

度决定,因而整体并未表现出明显的规律性。

3. 2 � 薄膜表面反射光偏振度与入射角之间的关系

图 7, 8分别给出了对应 632. 8nm 波长的 S 偏

图 7 S 偏振光入射时, 不同薄膜样品反射光

偏振度与入射角之间的关系

Fig. 7 Relat ionship betw een polar ization deg ree of

reflected light and incident ang le for different

film samples w hen S�pola rized light is incident

图 8 P偏振光入射时,不同薄膜样品反射光

偏振度与入射角之间的关系

Fig. 8 Relat ionship betw een polar ization deg ree of

reflected light and incident ang le for different

film samples w hen P�po lar ized light is incident
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振光和 P 偏振光时不同薄膜样品反射光偏振度与

入射角之间的关系,对于不同偏振方向的入射光来

说,其退偏振行为是不一样的。当入射线偏振光为

S偏振时, 反射光的偏振度随着入射角的增大缓慢

地下降,但是整体的变化幅度很小,因此可认为S 偏

振光入射时,薄膜样品反射光的退偏现象很弱。但

是,如果入射线偏振光为 P 偏振时, 其退偏振行为

是非常明显的。反射光的偏振度先随着入射角的增

大而降低,当入射角接近某个角度时,反射光几乎变

为自然光,其偏振度接近 0, 然后随着入射角继续增

大偏振度又开始增大, 最后反射光又变为部分线偏

振光。与此同时,对比图 8, 6可以发现,最佳退偏振

入射角与对应的有效布儒斯特角是相等的, 这可以

用样品中的多散射次数来进行解释:当入射角接近

布儒斯特角时, 薄膜表面的多散射次数最多, 导致镜

面反射能量损失最大, 同时镜面反射中的线偏振光

经过多次散射后转化成非偏振光的几率最大, 因而

导致偏振度最小。

4 � 结 � � 论
采用离子源辅助电子束蒸发法制备了不同退火

温度条件下的 ZnO/ TiO 2 复合薄膜。通过原子力显

微镜对样品表面进行了形貌测量和统计规律分析。

结果表明,通过电子束蒸发方式生成的 ZnO/ TiO 2

复合薄膜在不同的退火温度下得到的薄膜样品都具

有比可见光波长量级小的表面高低起伏和粗糙度,

因而可认为是具有不同粗糙度的弱散射随机粗糙表

面。退火温度对薄膜样品的粗糙度、颗粒尺度以及

分形特征具有显著的影响,随着退火温度的增加, 样

品表面的粗糙度下降, 颗粒分布规则, 分形特征明

显,而当退火温度增加到一定程度时,样品表面出现

烧孔现象,粗糙度又开始上升,颗粒分布杂乱, 分形

特征下降。综合考虑各种因素, 最佳的退火温度应

当介于 500  ~ 600  之间, 控制好退火温度对制

备特性良好的薄膜是很重要的。

基于旋转波片法搭建了实验光路, 在暗室中对

不同的薄膜样品进行了波长 632. 8 nm 的激光散射

特性实验,研究结果表明,不同薄膜样品的反射光强

度和偏振度对不同偏振光具有不同的角度响应特

征, S 偏振光入射时的反射光强度随入射角增大而

减小,偏振度随入射角增大时的退偏现象很弱,在相

同入射角下表面粗糙度大的样品反射光强较低, 偏

振度较弱; P 偏振光入射时的反射光强度随入射角

增大存在布儒斯特现象, 退偏振现象明显,最佳退偏

入射角对应有效布儒斯特角。结合薄膜表面统计特

性对上述光散射特性进行了合理的解释。

对薄膜表面特性的研究, 有助于更好地理解薄

膜晶粒生长机制和改进薄膜制备工艺, 对提高薄膜

表面质量有一定的应用价值。分形理论作为研究薄

膜表面的有效分析方法,在学术界越来越受到重视,

薄膜分形应用研究可为相关领域的研究人员提供方

法上的借鉴以及工程应用上的参考。此外通过光散

射特性实验,也证明了 ZnO/ T iO 2 弱散射随机粗糙

表面具有偏振选择和角度退偏作用, 对激光通信等

领域具有一定的指导意义。
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